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* Ohne Wiederverwendung

* Mit Wiederverwendung
» Inkrementelles Testen
= - Wiederverwendung von Testergebnissen
» Anforderungsbasiertes Testen
= Z.B. Modellbasiertes Testen
= - Wiederverwendung von Testartefakten

» Reprasentative Teilmengen
= Anforderungsbasiert
» Kombinatorisch
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MBT-Ansatze fur SPLs
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CADeT - Konzept
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ScenTED - Konzept
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Hartmann et al. - Konzept

Requirements

Domain Domain System Testing
Requirements T
Analysis omain | es:
__Activity Diagrams /" e l Domain

Test Cases

Elicitation———»
Analysi
e N

Case

Specification

Design

| Domain Domain Module Testing
| | Realization >

| |

|

|

. . _ i

Domain Domain Integration Testing ’l
] |

.

I
I ' '
Appicaton] | Application System Testing V
Rezlrj]irlemients | Application ?. |
.ays s | : . Test Model \\.‘L_J |
Amé’z:s Activity qiagrams Application — ﬁl | —
TestCase * | _:l |
Specification o | | a
| |
T
I

| I
) I
I
I

y |
Application »| Application Integration Testing |
Design | | \
p v ¥
Application »|Application Module Testing
. Realization
Siehe Quelle [1]

/ | 28.02.2011 | Produktlinien im Kontext — PIK 2011 — SPL-Testing

Y




TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DARMSTADT

Kang et al. - Konzept
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Kishi et al. - Konzept
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Weildleder et al. - Konzept
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Bewertung der Anséatze
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Nutzen von MBT

e Systematische Wiederverwendung von Testartefakten
» Testfallgenerierung automatisierbar

« Fur Statechart-Ansatze viele Tools verfligbar

ABER:

» Jedes Produkt wird einzeln getestet

 Modelle ggf. umstandlich zu erstellen und zu warten - qilt aber fir jede
Art von Beschreibung des Systemverhaltens
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Reprasentative Teilmengen
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Kombinatorisches SPL Testing
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- Generieren einer moglichst kleinen
Menge von Konfigurationen, die alle
n-wise Feature-Interaktionen
abdeckt.

- Aktuell 2 systematische Ansatze
bekannt [2], [3].
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Nutzen von kombinatorischen Testen

» Kombinatorisches Testen als ,sneak preview*

» Viele Fehler kdnnen auf n-wise-Interaktion zurickgefihrt werden

ABER:

« Ansatze berechnen eine Menge an Konfigurationen/Produkten

« Fur diese Produkte werden Testfalle bendtigt

15 28.02.2011 | Produktlinien im Kontext — PIK 2011 — SPL-Testing



TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DARMSTADT

Integration der Testansatze

Integration der Testansatze:
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MoSo-PoLiTe Konzept
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Demo

Bei Interesse an einer Demo bitte email an den Autor.
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